AFM（原子間力顕微鏡）使用資格問題
（中沖研究室管理2006年8月）

学籍番号：　　　　　　研究室名：　　　　　　　名前：　　　　　　　　　
【一般的注意事項】
1） AFMは精密装置でトラブルも多いので慎重に扱ってください。

2） 学部生が使用するときは大学院生と協同で使用してください。
3） AFMのカンチレバーはこわれやすので慎重に扱ってください。
4） 微小構造を観察しますので、振動や音によりノイズが入ります。出入り口の開閉や雑談など影響する可能性があります。
5） 期間によっては混雑しますので予約をして使用してください。

6） 共通装置ですので整理整頓を心がけてください。

以下の問題を解いて講習を受けた学生にAFMの使用を許可します。

【問題】（採点者：　　　　　　　　　）
1） AFMの英語のつづりを書きなさい。
2） AFMのカンチレバーは圧電体でできている。圧電体について説明しなさい。
3） AFMにはコンタクトモード（斥力）、ノンコンタクトモード（引力）（DCモードとも呼ばれる。DCは直流）とタッピングモード（ACモードとも呼ばれる。ACは交流）がある。下図のような試料を測定する時のそれぞれのカンチレバーの動きを図示しなさい。

　　　　　　　（コンタクトモード：斥力）　　　　　　　（タッピングモード）　
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（ノンコンタクトモード：引力）

４）以下の形状のサンプルをAFMで測定した場合どのような形状で表示されるか図示せよ。

　　　　　　

　　　　　

５）AFMの画像形成については、走査するカンチレバーの状態を管理することが非常に重要となる。特に摩耗して先端形状が広がった場合、本来の像と異なった像が描画される可能性が出てくる。図の様に探針が摩耗した場合、下記の様な表面状態を走査したときに考えられる問題点を図示しながら説明せよ。

[image: image2.bmp]
追記）このように、実際の像とは異なった像であると考えられる場合には、カンチレバーの走査軸を45°、90°と変えてみて、描画された像が同じように回転するかどうかを確認することも本来の像を捉えているか判断する一つの方法である。

６）下記の説明はコンタクトモードとタッピングモード（AC）どちらのモードについて説明したものか。
A)

共振させたカンチレバーにかかる力を一定にして走査を行い、その制御に必要であったZ軸の変異量を凹凸データに変換。（大きな凹凸のあるサンプル、および、細かな原子像の測定には不向き→時間がかかるためドリフトの影響が大きい、高さのデータは正確）

→カンチレバーの変異量
B)

凹凸に緩やかに追従するようにカンチレバーを制御。それとともに、カンチレバーの振幅量の変化を電気的信号にそのまま置き換え凹凸像に変換。短時間で素早く凹凸像を形成できる。（Z軸のデータについては補正する必要がある。）

→カンチレバーにかかる力
【実地】（講習指導者：　　　　　　　　）　　　　　　年　　　月　　　日

講習を受けた項目に丸をすること

· 標準測定
· カンチレバーの交換
□　高温測定

上部





基板側


























B　摩耗したカンチレバー





A　通常のカンチレバー





















































